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デュアルコム分光は，広帯域のスペクトル情報を超精密かつ高速に計測できる新しい分光法と

して知られる．本手法は近赤外域での気体分子の超精密分光を中心に発展し[1]，近年では中赤外

振動分光[2]や非線形分光[3]などへ観測対象が拡がってきた．本研究では，デュアルコム分光の固

体光物性研究への応用開拓と，Pump-Probe 時間分解計測への発展を目指して研究を行った． 

これまで我々は，RF 安定化光周波数コム光源を基準としたデュアルコム分光システムを開発し

てきた[4]．本研究ではこの系をもとに，図 1a のような試料透過配置の時間分解デュアルコム分光

測定系を構築した．まず定常状態での固体分光の例として，Si 結晶試料に対して測定を行った．

試料の透過モデルを仮定したフーリエ解析によって，実験で得られたインターフェログラム波形

（図 1b）から Kramers-Kronig 変換を介さずに近赤外域での複素屈折率スペクトルを導くことがで

きた（図 1c）．導出された屈折率（n ~ 3.54）は典型値と整合しており，本手法が固体試料の物性

評価に有効であることを示している．さらに，InGaAs 量子井戸ベースの可飽和吸収体を対象とし

て，ピコ秒時間領域における半導体の光励起過渡応答の時間分解デュアルコム分光を行った．講

演では，このような時間分解計測の結果についても議論する予定である． 
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図 1. (a) 固体試料の時間分解デュアルコム分光測定系．(b) Si 結晶（750 m

厚）におけるインターフェログラム波形． (c) 解析より得られた Si 結晶

の近赤外域での複素屈折率スペクトル（屈折率 n，消衰係数）． 
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